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我々のグループは、走査透過型電子顕微鏡 (STEM) に搭載するエネルギー分散型分光器 (EDS)  

システムとして、超伝導相転移端温度計 (TES) 型 X線検出器の開発研究を展開している。STEM

では、試料に入射する電子ビームを 0.1 nm以下まで絞るために、試料の周囲は対物レンズによる

磁界が存在している。磁界の影響を避けるために、TES型 X線検出器は STEM鏡筒の外側に取り

付ける必要がある。また、TES型 X線検出器は有感面積が小さいため、試料から放射される特性

X 線に対する検出立体角が小さくなる。そこで、実効的な検出立体角を大きくするために試料と

TES 型 X 線検出器との間にポリキャピラリーを挿入している。現在、単ピクセルの TES 型 X 線

検出器の限界値となる 300 cpsの計数率を達成しているが、TES EDSシステムを実用化するため

には不十分である。我々は現在、5000 cpsを超える計数率を達成するために、64ピクセル TES型

X線検出器及び、読み出しシステムを開発している。 

本研究では、単ピクセルの TES型 X線検出器用のポリキャピラリーの特性評価により得られた

X 線伝送特性を再現するシミュレーションコードを作成した。そして、シミュレーションコード

を用いて 64ピクセル TES型 X線検出器用のポリキャピラリーレンズを設計した。図 1は設計を

元に開発した 64ピクセル TES型 X線検出器用のポリキャピラリーレンズである。本講演では、

シミュレーションコードについての詳細及び、新たに開発したポリキャピラリーレンズの特性を

評価した結果について発表する。 

 

 

図  1	 開発した 64ピクセル TES型 X線検出器用のポリキャピラリーレンズ  
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